
テラヘルツ帯光学伝導度測定による導電性高分子・有機半導体薄膜 キャリア輸送特性の非破壊評価技術への応用
太陽電池・ 代替透明電極・ 、 等

想定する分野・用途

測定装置性能の向上：測定時間の短縮、測定可能移動度範囲の拡大
イメージングへの展開：空間分解能の向上

最終目標

テラヘルツ光を用いた非破壊キャリア輸送特性評価技術の応用に向けた共同研究：試料提供・評価、装置開発等

産業界への期待・要望

「テラヘルツ波新時代を切り拓く革新的基盤技術の創出」
テラヘルツ波を用いたアモルファス薄膜のキャリア輸送特性

非破壊評価技術の開発

研究・成果概要
アモルファス薄膜のキャリア輸送特性とTHz・IR分光スペクトル

導電性高分子薄膜評価技術

基礎研究：新規材料開発の高速化
産業応用：有機薄膜品質評価

有機半導体薄膜評価技術
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導電性高分子（高キャリア濃度）
THz-IRスペクトルからキャリアの局在性を考慮した光学伝導度
解析によるのキャリア濃度・移動度の決定

IR帯：フリーキャリア濃度に応じたプラズマ反射（キャリア濃度を反映）
THz帯：低周波側で伝導度の低下（キャリア局在化）

研究概要

有機半導体（低キャリア濃度）

キャリア濃度が低い試料ではテラ
ヘルツ領域よりも低周波数領域に
キャリア応答が生じる

光励起キャリアのテラヘルツ帯
光学伝導度解析による移動度決定
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有機半導体・導電性高分子
のバンド構造
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